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１．概要（Summary） 

金属有機構造体 (MOF)は, 高い構造的・機能的設計性

を持つナノ多孔体であるため, 次世代の電気電子材料として

の利用が期待されている. 本研究では, MOF の電気伝導

機構解明のため, NIMS微細加工 PF設備を利用して真

空下におけるMOFの電気特性を評価した. 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  液体窒素プローバーシステム 

【実験方法】 

HKUST-1単結晶の電流-電圧特性(I-V特性)を, 液体

窒素プローバーシステムにて試料ステージ温度を変化さ

せながら測定した . また , Hong Kong University of 

Science and Technology-1(HKUST-1)にテトラシアノキ

ノジメタン(TCNQ)をゲスト分子としてドーピングしたサン

プル(TCNQ@HKUST-1)の電気特性評価も行った. 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に HKUST-1単結晶における, 10 V印加時の

電流値の温度依存性を示す. 大気中且つ室温における

測定では一定以上の電流値が検出された一方で, 真空

下では検出下限値(2×10-12 A)以下となることが確認された. 

また, 30 ℃~190 ℃の低温温度領域での電気特性を評価し

た場合においても, 電流値は検出下限値以下であった. 

MOF は, ナノ細孔を有しており, 大気中では常に水分を吸

着していると考えられる. 従って、大気中では細孔内に残存

する結晶合成時の反応溶媒もしくは大気中から供給されて

いる水によって電気伝導が引き起こされていることが示唆さ

れる. そのため, MOFを真空下に置いた場合には, MOF細

孔内から残留溶媒が脱離し, また大気中水分の供給が遮断

されたことにより,電流値が測定下限値以下となったことが推

察される. 

 また, TCNQ@HKUST-1の I-V特性を大気と真空下で比

較した結果をFig. 2に示す. ノンドープ HKUST-1 単結晶

と同様に, 真空環境下では電流値が測定下限以下となっ

た. これは, 多結晶薄膜サンプルで一定の効果が確認さ

れているゲスト分子ドーピングによる電子伝導の発現が, 

単結晶サンプルでは起こらないことを示している. 

 

Fig.1 Temperature dependence of currents detected 
at 10 V in air (□) and vacuum (◇). The dashed line 
shows a lower limit of the measurement system. 

 

 

Fig.2 Current-voltage characteristics of 
TCNQ@HKUST-1 single crystals measured in air 
and vacuum. The dashed line shows a lower limit of 
the measurement system. 
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